
UKD 621.38.049.77 . 

N O R M A B R A N Ż OWA BN-83 . 

MIKROUKŁADY U kłady scalone 
3375-52/13 

SCALONE 
typu UCY 7407N 

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są szczegó­
łowe wymagania dotyczące monolitycznych, bipolar­
nych układów scalonych cyfrowych TTL typu UCY 
7407N pełniących funkcję sześciokrotnego wzmacniacza 
z wysokonapięciowym (30 V) otwartym obwodem ko­
lektora tranzystora wyjściowego, przeznaczonych do 
pracy w elektronicznych urządzeniach profesjonalnych 
oraz urządzeniach wymagających zastosowania ukła­

dów o wysokiej i bardzo wysokiej jakości zgodnie 
z PN-78/T-OI6 I 5. 

Kategoria klimatyczna dla układów: 
- podwyższonej jakości (poziom jakości II) 

00/070/10, 
- wysokiej jakości (poziom jakości III) 

00/070/21, 
- bardzo wysokiej jakości (poziom jakości IV) 

00/070/56. 
Schemat 

rys. l. 
Schemat 

wg rys. 2. 
Układy 

T-01615. 

elektryczny jednego wzmacniacza - wg 

logiczny i rozkład wyprowadzeń układu -

scalone 2 stopnia (l-S2) - wg PN-78/ 

.------.----------~----------~ua 
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~831331~ ~2/13- 11 

Rys. I. Schemat elektryczny (jednego wzmacniacza) 

Grupa katalogowa' 1925 

6A 6Y SA SY 4A 4Y 

IBN-83/337~-'2/13- 21 

Rys . 2. Schemat logiczny i układ wyprowadzeń (widok z góry) 

2. Przykład oznaczenia układów 
a) podwyższonej jakości: 

UKŁAD SCALONY CYFROWY UCY 7407N 

BN-83/3375-52/13 

b) wysokiej jakości: 
UKŁAD SCALONY CYFROWY UCY 7407N/3 

BN-83/3375-52/13 

c) bardzo wysokiej jakości: 
UKŁAD SCALONY CYFROWY UCY 7407N/4 

BN-83/3375-52/13 

3. Cechowanie układów powinno zawierać następują-
ce dane: 

a) znak lub nazwę producenta, . 
b) oznaczenie typu, 
c) oznaczenie wyprowadzeń (znak odniesienia dla 

identyfikacji numerów wyprowadzeń zgodnie z PN-73/ 
T-O 1602), 

d) datę produkcji dla wyrobów mających nadany 
znak jakości Q. 

Ponadto układy wysokiej jakości powinny być znako­
wane cyfrą 3, a układy bardzo wysokiej jakości cyfrą 4 
umieszczoną po oznaczeniu typu. 

4. Wymiary i oznaczenie wyprowadzeń układu - wg 
rys. 3 i tabl. 1. 

Mikroukład kompletny A49B wg PN-73/ 
T-01603/16. 

Oznaczenie obudowy stosowane przez producenta -
CE70. 

Zgłoszona przez Naukowo-Produkcyjne Centrum Półprzewodników 
Ustanowiona przez Dyrektora Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn TEKOMA 

dnia 29 grudnia 1983 r. 
jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1987 r. 

(Dz. Norm. i Miar nr 16/1986, poz. 33) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE ,.ALFA" 1987. Druk. Wyd. Norm. W-wa. Ark. wyd . 0,90 Nakł. 2300 + 40 Zam. 61/87 Cena zł 27,00 
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B b c 

Rys. 3. Obudowa CE 70 

Tablica 1. Wymiary <,budowy CE 70 
r--" 

Symbol Wymiary, mm Kąt 

wym;ctru w stopniach 
mm nom max 

A - - 5,10 -

A, 0,51 - - -
b 0,38 - 0,59 -

c 0,20 - 0,36 -
D - - 20,32 -
e - 2,54 - -
B - - 1,77 -

e, - 7,62 - -

L 2,54 - 4,50 -
ME - - 8,30 -

z - - 2,54 -

() - - - O 15 
. 

E - 6,35 - -

5. Badania w grupie A, B, C i D - wg BN-801 
', 1 7 'i-52/00 p. 5.1. 

6. Wymagania szczegółowe do badań grupy A, B, C 
i D: 

a) badania podgrupy A I - sprawdzenie wymiarów: 
Al, n i b wg rys. 3 i tabl. I , 

b) badania podgrupy A2 i A3 wg tabl. 2, 
c) badania podgrupy B, C i D wg tabl. 3, 
d) parametry elektryczne sprawdzane w czasie po 

badaniu grupy B, C i D wg tabl. 4, 
e) dodatkowe wymagania dla pomIaru parametrów 

elektrycznych wg rys. 4 -T 10. 

+ l /Ol 
I 

I &N - 8l/3m - ~i7i3.:=Jl 

Pomiar UOL 

Rys. 4 

Uee 

>----<"l W~jście 
ci.warte 

Pomia r - llL 

" 
Rys. 5 

>--oW,,}ście 
otwarte 

I BN - 83/337~ - ~213 - 61 

Pomiar I/H 

Rys. fi 

Ue! 

I lIN - 8!j'3375 - 52/13 - 71 

Pomiar l OR 

Ul 0---1 

Rys. 7 

/lcc 

~ lee 
>-_oWIJjście 

otwarte 

IBN -8313315 - 52113-81 

Pomiar lec 
Sygnał wejściowy jest podany na wszystkie wzmacniacze jednocześnie 

Rys. 8 
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Ucc 

WlJj$d.e 
>--Ool~arte 

Pomiar -Ul 

Rys. 9 

- dla lPLH i lPHL wg rys. 10, parametry impulsu 
wejściowego: amplituda Ug = 3,5 V poziom podstawy 
O V, czas trwania Iw == 500 ns, częstotliwość powtarza­
nia fg == l MHz, czas narastania l, == 10 ns, czas .opa­
dania 11 == 5 ns; impedancja wYJsclOwa generatora 
Zo == 50 n, wartość C L uwzględnia pojemność sondy 
pojemność montażu. 

Każdy wzmacniacz jest testowany oddzielnie. 

Wejście 
WIJiw.e 

Ucc 

6enerator 
im{XJlsów O-+--i 

~ ~ reL 

tY~1 I. ~ , .tt 

jf,....------...~"=' 27Y-- - -3,5Y 
-1,5V 1,5V - Q'7V 

Wejście 1.. t'IV • , • ' OV 

I I 
I I 
I t I I PlH tPIIL 

:0 !~:J ~I----H 
/1,5Y t5V 

Wlljście--..J .... --L 

IBM - B3J317~ ~27f3 -101 

Rys. 10 

Tablica 2. Parametry elektryczne sprawdzane w badaniach podgrupy A2 A3 

Podgrupa Rodzaj 
Kontrolo-

Metoda pomiaru Jed-
Wartości 

Warunki graniczne 
badań badania 

wany pa-
wg BN-74/3375-24 

pomiaru 
nostka . rametr 

mm max 

I 2 3 4 5 6 7 8 

A2 Sprawdzenie pod- V OL ark . I I oraz V cc = 4,75 V; VI = 0,8 V na wejścia V - 0,4 
stawowych parame- wg p. 6 rys. 4 l aL = 16 mA z wyjścia mierzonego 
trów elektrycznych 

VOL ark. II oraz Ucc = 4,75 V; Ul = 0,8 V na wejścia V 0,7 -
wg rys. 4 I OL = 40 mA z wyjścia mierzonego 

-IIL ark. 03 oraz Ucc = 5.25 V; Ul = 0,4 V na wejścia mA - 1,6 
wg p. 6 rys. 5 mierzone, na pozostałe wejścia 4,5 V 

IIH II) ark . 04 oraz Ucc = 5,25 V; VI = 2,4 V na wejścia ~A - 40 
wg p. 6 rys. 6 mierzone, na pozostałe wejścia O V 

ltH (2) ark. 04 oraz V cc = 5.25 V; VI = 5,5 V na wejścia mA - I 
wg p. 6 rys. 6 mierzone, na pozostałe wejścia O V 

l OR ark. 06 oraz V cc = 4,75 V; VI = 2,0 V na wejścia ~A - 250 
wg p. 6 rys . 7 Uo = 30 V na wyjście mierzone 

leCL ark. O I oraz V cc = 5,25 V; Ul = O V na wszystkie mA - 30 
wg p. 6 rys. 8 wejścia układu jednocześnie 

l eCH ark. O I oraz U cc = 5,25 V; VI = 5 V na wszystkie mA - 41 
wg p. 6 rys. 8 wejścia układu jednocześnie 

-Ul ark. 20 oraz Ucc = 4,75 V; -II = 12 mA z każde- V - 1,5 
wg rys. 9 go wejścia mierzonego po kolei; na 

pozostałe wejścia O V; t .mb = 25°C 

t PHL ark . 16 o raz V cc = 5 V; R L= 110 O; Ci= 15 pF ns - 30 
wg rys. 10 I.mb = +25°C; każde wejście po kolei 

tPLH ark. 16 o raz 
sterowane sygnałem impulsowym , na 

ns - 15 
10 

pozostałe wejścia 2,4 V 
wg rys. 

.' 

-
A3 Sprawdzenie typu V OL stan wg równani a 10- Ucc = 5 V; UlL = O wyjścia połączone V - 0,4 

układu niski glcznego rys. I z V cc przez rezystor 3,9 kO 

V OH stan V cc = 5 V; VIH = 5 V wyjścia po- V 2,4 -
wysoki łączone z Ucc przez rezystor 3,9 kO 

3 
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. 
Tablica 3. Wymagania szczegółowe do badali grupy B, C D . 

~~PJ-I Podgrupa bada,', Rodzaj badania Wymagania szczegółowe 

2 3 4 
• 
l I BI. C i Sprawdzenie wytrzymałości mechanicznej wypro- próba Uh, metoda 2; 2,5 N , 

wadzeń 

1 [''' ) . " . ('Q Sprawdzenie wytrzymałości na spadki swobodne położenie układu w czas ie spadania: wyprowa-

I dzeniami do góry 

3 H4. ('4 Sprawdz,enie wytrzymałości na udary wielokrotne mocowanie sztywno za wyprowadzenia wod le-

głości 3 mm od dolnej płaszczyzny obudowy 

4 I B~. ('5 Sprawdzen ie wytrzymałości na nagłe zmian y tem- TA - -55°C 
I 

-

l (pc. ''l i, ' !11 jakości !lI i I V) pl:ratury TB = 125°C 

r , 
i~ '\ ," Spnlwd/cnic od purności na narażenia elektryczne metoda badania A, l amb = 70°C badaną próbkę , ,.\' 

! i podzieli ć na dwie częśc i i badać w warunkach: , 
I 

I I ł - O V na wszystkie wejścia, wyjścia otwar-
i 

I I te, zas ilanie układu 5 V , 
I ! Ił - 5 V na wszystkie wejścia, wyjścia otwa r-
I , 

i te, zasilanie układ LI 5 V I , 
ł---~-

! '. I C? Sprawdzenie parametrów elektrycz nych wg tab!. 4 i ' -
r:-j-' 

7 I ' '\ Sprawdzenie masy \vyrobu 1.1 g i I '--
I I 

Sprawdzen ie trwałości (TChOWa lli~ PN-78/T-0 16 I 5 5.3,6, l a) . wg p, 
~_._.L __ , 

" i , 
'4 Sprawdzenie wy! rZy lllil10śc i na przyśpieszenie stałe k ierunek probierczy prostopadły do płaszczyz-I <. 

• 

i I 
ny korp usu układu, mocowame za obudowę 

Sp rawd zen ie wy! rzymałości na wibracje o stałej mocowanie sztywno za wyprowadzenia w odle-

częslot I i wości (dla poziom LI j a kośei II) głości 3 mm od do lnej płaszczyzny obudowy 

Spr;lwdzcnie wytr/.ymałośc i lIa wibracje (I zm icnnej IW, • 
cz,stol l i wości (dla pOLlo mu jakości III I IV) 

9 ('7 Sprawd/.enie wytrzymałości na zimno II~ . = -55°C 
.'11 mm 

, 10 ex Sprawdzenie wytrzym<lłośc i n(J suche gorąco I sIg m~lx = 125°C 
I 
I (I'H:;iom jakośt:i III i I V) 
1--- r-'--- . < 
I II ( ! i) Sprawdzenic wymiarów wg rys, 3 I tab!. I 

I .~ ,- D l Sprawdzenie odporności na ni sk ie ciśnienie atmo- tempera tura narażellla 15 35°C 

(po/iom jakości 111 i IV) sJ'eryGne 

I 
13 O~ Sprawdzenie wytrzymałości na rozpuszcza lnik aceton. sprawdzane wymiary A I D wg tabI. I 

I rys, 3. masa układu 1,1 g 

i4 03 Sprawdzenie pa l ności wg PN-78/T-016l5 załą cznik 2 p . 4,3 

; 15 04 
< 

Sprawdzen ie wytr7yma łości na p leś ń brak porost u p l eśni po badaniu 

i ( pO i' (nm !:J k ości II I i I V) 

i 
1 (, J)'i 

j,<""śó III i I V) I Sprawd/cni,' wy t r/ ynw ł ośc i na mg/, so l ną położenie ukladu dowolne 
( p,)!.iom 

Tablica 4. Parametrv elektryczne sprawdzane w czasie po badaniach grupy C , D 

I Wartości 

r,)dFnlf1~1 Spra wdzany Metod" pomiaru wg 
Warunki 

Jed- gralllcznc 
h;Jd~111 parametr 13N~ 74/ .1:;75-24 

pomiaru 
nostka 

mm max 
!-. 

I 2 3 4 5 6 7 

, Il ~. 114 . BS UOl.. l , IN. \VI' 
C' tabI. 2 

~-_._-~ 

; . 
! 
C~ . U. lJ,,, • l oJ.\.: --I II, I l1I1 I j . W!! lab!. 2 
(' ~. (" ,l . l WI.' I 

f 
Dl I , 

I C2 Ul)/. sta 11 11 isk i \Ą. ' O tab l, ~ (podgrupa ;\.1 ) 
C' 

V OII sw. n wysoki 

B6. ('6. U(Jl. sla 11 niski wg ta bl. 2 ( podgrupa A3) 

e7. cg V un stan wysoki 

Um ark. II oraz wg ry"i. 4 U,., = 4 .75 V ' Ul = 0,8 V na wejścia V - 0.48 

I (n. = 16 mA z wyjśt:ia InJcrzonego 
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cd. tabl. 4 
- - . 

Podgrupa Sprawdzany Metoda pomiaru wg 
Warunki 

badań parametr BN-74/ 3375-24 
pomiaru 

I 2 3 4 

86, C6, -llL ark . 03 oraz wg rys. 5 U cc :; 5,25 V; Ul:; 0,4 V na wejście mierzo-
C7, C8 ne na pozostałe wejścia 4,5 V 

l/HII ) ark . 04 oraz wg rys . 6 Ucc :; 5,25 V; Ul:; 2,4 V na wejście mierzo-
ne, na pozostałe wejścia O V 

1/H(2) ark. 04 oraz wg rys. 6 Ucc :; 5,25 V; Ul:; 5,5 V na wejście mierzo-
ne , na pozostałe wejścia O V 

lOR ark. 06 oraz wg rys . 7 Ucc :; 4,75 V; Ul:; 2,0 V na wejścia 

Uo :; 30 V na wyjście mierzone 

7. Pozostałe postanowienia - wg BN-80/3375-52/00. 

KONIEC 

• 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowująca normę - Naukowo-Produkcyjne Cen­
trum Półprzewodników Warszawa , ul. Komarowa 5. 

3. Symbol wyrobu wg KTM 
UCY 7407N - 1156321124007 

Jed-
nostka 

5 

mA 

I1A 

mA 

I1A 

l. Normy związane 4. Wartości dopuszczalne - wg tabl. I-l. 

5 

Wartości 

graniczne 

mm max 

6 7 

- 1,92 

- 48 

- 1,2 

ł 

- 300 

PN-73/ T-01602 Elementy półprzewodnikowe . Zasady podawania pa­
rametrów geometrycznych na rysunkach 

PN-73/T-01603/16 Mikroukłady scalone. Zarysy i wymiary. Mikro­
ukłąJi kompletny A49 

5. Dane charakterystyczne - wg tabl. 1-2 (przy lamb:; O - 70°C 
jeżeli nie podano inaczej) 

PN-78/T-01615 Mikroukłady scalone. Ogólne wymagania i badania 
BN-74/3375-24/01 Cyfrowe układy scalone. Metoda pomiaru prądu 

zasilania w stanie niskim leCL 
BN-74/3375-24/02 Cyfrowe układy scalone. Metoda pomiaru prądu 

zasilania w stanie wysokim lccH 

BN-76/3375-24/03 Cyfrowe układy scalone. Uklady kombinatoryjne. 
Metoda pomiaru prądu wejściowego w stanie niskim IlL 

BN-76/ 3375-24/04 Cyfrowe układy scalone . Układy kombinatoryjne. 
Metoda pomiaru prądu wejściowego w stanie · wysokim llH 

BN-76/3375-24/ II Cyfrowe układy scalone. Układy kombinatoryjne. 
Metoda pomiaru napięcia wyjściowego w stanie niskim UOL 

BN-76/ 3375-24/16 Cyfrowe układy scalone . Układy kombinatoryjne. 
Metoda pomiaru czasów propagacji ImL i I PLH 

BN-76/ 3375-24/20 Cyfrowe układy scalone . Metoda pomiaru ujem­
nego napięcia wejściowego Ul 

BN-76/ 3375-24/ 06 Cyfrowe układy scalone. Układy kombina toryjne. 
Metoda pomiaru zwrotnego prądu wyjściowego l OR 

BN-80/ 3375-52/00 Cyfrowe układy scalone. Wymagania i badania 

Lp_ 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

Ozna-
czenle 
para-
metru 

Ucc 

Ul 

-II 

lamb 

tstg 

UOH 

Tablica 1-2. Dane charakterystyczne 

Oznaczenie 

Tablica I-l. Wartości dopuszczalne 

Jed-
Wartości 

Nazwa parametru 
dopuszczalne 

nost-
ka mm max 

Napięcie zasilania V - 7 

Napięcie wejściowe V - 5,5 

Ujemny prąd wejściowy mA - 12 

Temperatura otoczenia oC O +70 
w czasie pracy 

Temperatura przecho- oC -55 +125 
wywania 

Maksymalne napięcie V - 30 
wyjściowe w stanie wy-
sokim 

Jed- Wartość 
Lp. Nazwa Warunki 

parametru 
parametru 

parametru pomiaru 
nostka 

mm typ max 

l 2 3 4 5 6 7 8 

I Ucc Napięcie zasilania - V 4,75 - 5,25 

2 l eCI. Prąd zasilania w stanie niskim na wyjś- U cc :; 5,25 V mA - 21 30 
Clll Ul :; O V 

3 l CCH Prąd zasilania w stanic wysokim na Uc:c :; 5,25 V mA - 29 41 
wyjściu Ul :; 5 V 

4 UlH Napięcie wejściowe w stanic wysokim - V 2 - -
5 U/L Napięcie wejściowe w stanic niskim - V - - 0,8 
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cd. tab!. 1-2 

Lp. 
Oznaczenie 
parametru 

2 

Informacje doda tkowe do BN-83/ 337:i-52/ 13 

Nazwa parametru Warunki pomiaru 

3 4 

Jed­
nostka 

Wartość parametru 

mm typ max 

578 
i· "...........,~---+-----------+---------+---+---+---+----l 

I Napi~cie wyjściowe w stanie niskim Ucc = 4,75 V V - - 0,4 6 

7 U OL 

8 laL 

9 

10 llHI21 

11 

12 -11L 

13 lOR 

14 

15 

Napięcie wyjściowe w stanie niskim 

Prąd wyjściowy w stanie niskim 

Prąd wejściowy w stanie wysokim 

Prąd wejściowy w stanie wysokim 

Ujemne napięcie wejściowe 

Prąd wejściowy w stanie niskim 

Zwrotny prąd wyjściowy 

Czas propagacji sygnału przy przejściu 

od stanu wysokiego do stanu niskiego 
na wyjściu 

Czas propagacji sygnału przy przejściu 
od stanu niskiego do stanu wysokiego 
na wyjściu 

Ul = 0,8 V; l aL = 16 mA 

Ucc = 4,75 V 
Ul = 0,8 V; laL = 40 mA 

Ucc = 4,75 V ·· 
Ul = 0,8 V 

Ucc = 5,25 V 
Ul = 2,4 V 

Ucc = 5,25 V 
Ul = 5,5 V 

Ucc = 4,75 V 
-II = 12 mA 
'amb = 25°C 

Ucc = 5,25 V 

Ul = 0,4 V 

Ucc = 4,75 V; Ul = 2 V 
Uo = 30 V 

Ucc = 5 V; CL = 15 pF 
RL = 110 fl 
lamb = +25°C 

Ucc = 5 V; CL = 15 pF 
R L =llOfl 
'amb = +25°C 

V 

mA 

flA 

mA 

V 

mA 

ns 

ns 

0,7 

40 

40 

1,5 

1,6 

250 

20 30 

10 15 


